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摘要(译)

提供一种超声波测量装置，超声波成像装置和超声波测量方法，其随着
分辨率的提高而实现处理速度的提高并且用户友好。通过将具有固定值
的权重，通过由超声波元件阵列接收到的超声回波获得的接收信号相
加，并且在所生成的图像将被显示的区域内设置关注区域来生成图像。
当获得感兴趣区域时，对于形成要在所关注区域中显示的图像的基础的
数据，将由超声元件阵列接收到的接收信号与依赖于接收信号的权重一
起相加，并且将图像世代被执行。
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